
特徴ある機⬟ その1

㟁界放出形㏱㐣㟁子㢧微㙾
日本㟁子

JEM−2100F/EDX/EELS

最㧗加㏿㟁圧200 kV, 㧗分ゎ⬟・㧗分析精度
ナノ㡿域での構㐀・⤌⧊ゎ析及び元素検出
㟁子エネルギー損失分光法(EELS)による㍍元素状態分析

測定例

STEM/EDXによるDRAMのほ察像と元素マッピング像

日本㟁子ホームページより引用
https://www.jeol.co.jp/products/detail/JEM-2100F.html



ໃ蒸でも高ഔིන観察が可
サブミクロン域でのEBSD観察が可

ు界๎出形走査ు子顕ඏ鏡
ೖཱིハイテク

SU8230/EDS/EBSD
(コールドFE銃、セミインレンズ)

コールドFE銃౧載、80ຬഔఖౕまでの観察可

特徴ある機能 その2

測ఈྭ

ൔ体ཽ子のSEM写真（ໃ蒸, Acc.V 1.0kV, W.D. 3mm)
＊絶縁体でも観察可

セミインレンズ、コールドFE銃仕༹において
磁場ึ正機によりサブミクロン域の測ఈ可

ೖཱིハイテク・オックスフォードHPより引༽
https://biz.hitachi-hightech.com/sinavi/asi_productinfodetail?kijiI
d=SH000307&viewLanguage=ja



SEM観察中に、常に元素析結果がන示可

クライオ走査ు子顕ඏ鏡
ೖຌు子

JSM-IT200/EDS
クライオユニット装着
低真空್次ు子検出器

クライオユニット（試ྋྮ却台温ౕ：-140℃）を
༽いた含水試ྋの観察が可

特徴ある機能 その3

測ఈྭ

バニラアイス割断のSEM写真
（ໃ蒸着, LVSED 5.0kV)

クライオユニット

クライオユニット಼での金蒸着が可

ハイドロゲル断のSEM写真
（金蒸着, SED 15.0kV)












